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Resumo.O Silicio Poroso (PS) é um material com uma complexa estrutura
esponjosa, composta por cristalitos, poros e uma regidao amorfa. Propriedades
como a fotoluminescéncia e a elevada area superficial ampliam sua gama de
aplicagoes, motivando sua pesquisa. Camadas de PS podem ser obtidas por
diferentes métodos, nessa pesquisa utilizou-se a anodizagdo eletroquimica do
Silicio (Si). Na anodizagdo, o Si é polarizado anodicamente, funcionando
como eletrodo de trabalho. Ultilizou-se uma rede de platina como contra-
eletrodo e uma solu¢do de HF:H,0:C>,HsO como eletrolito, aplicando-se uma
corrente de 30 mA durante 20 minutos em cada ataque. Pretende-se analisar a
influéncia da concentragdo do eletrdlito na morfologia do PS. Para isso,
foram obtidas amostras em solu¢oes de HF com diferentes concentragoes,
mantendo-se os outros parametros experimentais constantes. A morfologia foi
analisada através da Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e da
perfilometria optica, que indicaram uma variagdo na morfologia do poro e um
decréscimo da camada porosa com a diminui¢do da concentragdo de HF.
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1. Introducao

O Silicio Poroso foi descoberto em 1956 por Uhlir [Uhlir 1956], sendo descrito como
filme de sub-6xido de silicio. Somente 30 anos depois, sua propriedade
fotoluminescente no visivel foi observada, aumentando o interesse nesse material. As
formas de obtencdo do PS mais conhecidas sdo através de ataques eletroquimicos e
exposicao a vapor, sendo que cada técnica resulta em estruturas morfologicas diferentes.
As propriedades do PS também variam de acordo com diversos parametros
experimentais. O objetivo desse trabalho € analisar como a concentragdo do eletrdlito
afeta a morfologia do PS obtido a partir da anodizacao eletroquimica do Si cristalino.

2. Metodologia

As amostras foram obtidas a partir da anodizagdo de laminas de Si tipo-n, com
orientacdo cristalografica <100> e resistividade 1-20 Q.cm. As laminas foram limpas em
solugdo de acido sulfirico com perdxido de hidrogénio, e em solucdo de HF. Apos a
limpeza, depositou-se uma camada de 1 um de Indio na face opaca do Si buscando otimizar



%EEWorkzho_p em
ng:c:o;?ffspaciais Sao José dos Campos/SP - 12,13 e 14 de agosto de 2014

sua condutividade. O ataque ocorreu em solu¢ao de HF:H,O:C,H¢O, variando sua
composi¢ao de [1:1:1]a[1:9:1]. A Figura 1 esquematiza o suporte experimental.
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Figura 1: Célula eletrolitica utilizada na anodizacdo do Si (1- Rede de platina; 2-
Estrutura de Polipropileno; 3-O-Ring; 4-Lamina de Si; 5-Anodo; 6- Fonte de luz)

A morfologia das amostras foi estudada a partir da Microscopia Eletronica de Varredura
(perfil e profundidade dos poros) e da perfilometria 6ptica (rugosidade superficial).

3. Resultados e Discussao

A variag¢do morfologica da camada porosa foi estudada por MEV e perfilometria Optica.
A micrografia superior das amostras indicou que, com a dissolu¢do do eletrélito, a
morfologia dos poros tende a perder regularidade. A andlise do perfil da amostra indicou
um decréscimo da camada porosa com o aumento da molaridade de H,O (Figura 2).

30 pm
SE_MAG: 1000 x HV: 20,0 KV WD: 0.0 mm 1 S maG: 1000 % HV: 20.0 kv WD: 0.0 mm

Figura 2: Micrografias transversais das amostras [1:9:1] e [1:1:1] - (1000x)

Por fim, a rugosidade superficial ndo apresentou um comportamento claro, tal fato pode
advir da irregularidade dos poros obtidos em eletrolitos menos concentrados.

4. Conclusao

Os resultados indicaram que a mudanca na composi¢ao do eletrdlito afeta a morfologia
do poro de maneira significativa, ocorrendo uma perda na regularidade dos poros com o
aumento da quantidade de H,O. Além disso, observou-se um decréscimo da camada
porosa com a diminuic¢ao da concentra¢do de HF na solugado.
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